CURSO PRACTICO
DIRIGIDO A EMPRESAS
Y USUARIOS INDUSTRIALES

Micro- y Nano-
Caracterizacion
de Superficies
y Materiales

Aprende a identificar, seleccionary utilizar
las técnicas de caracterizacidon mas potentes
y versatiles disponibles hoy en dia.

Determina la composicidén, topografia, morfologia
y propiedades de los materiales y superficies.

SESIONES TEORICAS Y
PRACTICAS PRESENCIALES*

2-3-4
febrero 2022

* Las practicas se realizaran en grupos reducidos de dos personas
y se darad una mascarilla FFP2 a los asistentes.

Edificio |+D+i,
Campus Rio Ebro,
Zaragoza

CUOTA DE INSCRIPCION: 120€

Gastos de viaje y alojamiento excluidos. WwWW I lma.unizar.es

Condiciones de inscripcién
y alojamiento: y SR N Dl oA

Para mas informacién, consulte con Ima@unizar.es. bit ly/3dTW20X

Colaboran: Organizan:
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CURSO PRACTICO DIRIGIDO A EMPRESAS
Y USUARIOS INDUSTRIALES

Micro- y Nano- Caracterizacion
de Superficies y Materiales

PROGRAMA

Miércoles 11:00 h - Apertura del curso
115 h.
2 115 h - Presentacion LMA, ELECMI y objetivos del curso
febrero 1145 h. Dra. Pilar Cea (Directora LMA-ELECMI)
11:45h -  Instrumentos financiacién CDTI para el uso de Instalaciones
12:30 h. Cientifico Técnicas Singulares

Dfa. Maria José Tomas Sanchez (CDTI)

12.30 h. - Bonos nanotecnolégicos para empresas
13:00 h.

13:00 h. Almuerzo

-14:00 h.

14.00 h. - Preparacién de muestras

14.30 h. Dra. Marta Navarro

14.30 h. - Microscopia Electrénica de Transmision (TEM)
15.30 h. Fundamentos y aplicaciones
Dr. Raul Arenal

15.30 h. Pausa-café
-16.00 h.

16.00 h. Microscopia TEM de muestras blandas
-16.30 h.  Dr. Rodrigo Fernandez-Pacheco
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Microscopia Electrénica de Barrido (SEM). Fundamentos
Dra. Soraya Sangiao

Microscopia electrénica de Barrido (SEM). Aplicaciones industriales
Dra. Gala Simén

Pausa-café

Microscopia combinada de lones y Electrones Focalizados (Dual Beam).
Fundamentos y aplicaciones industriales
Dr. José Maria De Teresa

Espectroscopia Fotoelectrénica de Rayos X (XPS).
Fundamentos y aplicaciones industriales
Dr. Guillermo Antorrena

Almuerzo

Visita LMA en 2-3 grupos: Pasillo 7.0 / Pasillo 8.0
(resoluciéon de dudas sobre solitudes de andlisis)

Taller-demo técnicas de caracterizacion

Grupo 1A: TEM. Dr. Rodrigo Ferndndez-Pacheco

Grupo 1B: TEM. Dr. Alfonso Ibarra

Grupo 2A: SEM y Dual Beam. Dia Isabel Rivas

Grupo 2B: SEM y Dual Beam. Dr. Mariano Barrado

Grupo 3A: XPS. Dr. Guillermo Antorrena
Preparacion Muestras Microsc. Electr. Dra. Marta Navarro

Grupo 3B: Preparacién Muestras Microsc. Electr. Dra. Marta Navarro
XPS. Dr. Guillermo Antorrena
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Viernes

4

febrero

09.00 h. -
11.00 h.

11.00 h. -
11:30 h.

1.30 h. -
13.30 h.

13.30 h. -
13.35 h.

Taller-demo técnicas de caracterizacion
Grupo 1A: SEM y Dual Beam. Dfa. Laura Casado o DAa Isabel Rivas
Grupo 1B: SEM y Dual Beam. Dr. Mariano Barrado
Grupo 2A: XPS. Dr. Guillermo Antorrena
Preparacion Muestras Microsc. Electr. Dra. Marta Navarro
Grupo 2B: Preparacién Muestras Microsc. Electr. Dra. Marta Navarro
XPS. Dr. Guillermo Antorrena
Grupo 3A: TEM. Dr. Rodrigo Fernandez-Pacheco
Grupo 3B: TEM. Dr. Alfonso lbarra

Pausa-café

Taller-demo técnicas de caracterizacion
Grupo 1A: XPS. Dr. Guillermo Antorrena
Preparacion Muestras Microsc. Electr. Dra. Marta Navarro
Grupo 1B: Preparacion Muestras Microsc. Electr. Dra. Marta Navarro
XPS. Dr. Guillermo Antorrena
Grupo 2A: TEM. Dr. Rodrigo Fernandez-Pacheco
Grupo 2B: TEM. Dr. Alfonso lbarra
Grupo 3A: SEM y Dual Beam. DAa. Laura Casado o Dfa Isabel Rivas
Grupo 3B: SEM y Dual Beam. Dr. Mariano Barrado

Conclusiones y cierre




